Mikroskop AFM
do zastosowan w zawansowanych technologiach w przemysle
oraz dydaktyce szkdt wyzszych

Mikroskop AFM skiada sie z trzech czesci: gtowicy pomiarowej, pulpitu operatorskiego
przeznaczonego gtéwnie dla wspomagania regulacji mikroskopu AFM oraz bloku
elektroniki umieszczonego w kasecie z magistralg VME.

Modutowa konstrukcja mikroskopu umozliwia instalowanie dodatkowych blokow
elektroniki I oprogramowania, wprowadzanie nowych trybow pracy zwiekszajgcych
zakres zastosowan.




Mikroskop AFM

Gtowica mikroskopu

Modut gtowicy pomiarowej

Widok belki pomiarowej
(cantilevera )

] Modut rurki piezoelektrycznej

Gtowica mikroskopu AFM (kompletna)

Modut skanera




Mikroskop AFM

Panel operatorski

Panel operatorski utatwia proces zblizania oraz proces regulacji mikroskopu AFM
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Mikroskop AFM

Kaseta z blokiem elektroniki

Modut sterownika gtéwnego Modut wzmacniaczy Modut analogowej
wysokiego napiecia petli stabilizacyjnej




Mikroskop AFM
PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

Typ skanera piezoelektryczny rurkowy, wymienny
Zakres pozycjonowania wstepnego x: 10mm, y: 10mm, z: 8mm

Zakresy skanowania w 0si X, Yy 12 pum z rozdzielczoscig 0,3 nm (rurka 17)
50 um z rozdzielczoscig 1 nm (rurka 2”)

Zakresy skanowania w 0si z 2,5 um z rozdzielczoscig 0,05 nm (rurka 1”)
6 pum z rozdzielczoscig 0,1nm (rurka 27)

Zdolnos¢ rozdzielcza w trybie AFM widoczne monoatomowe uskoki warstw na graficie

Rozdzielczos¢ skanowanych obrazow 256x256 z 16 bitowg precyzjg skanowania;
mozliwos¢ wyswietlania jednoczesnie dwoch obrazéw
tej samej probki skanowanych w przeciwnych
kierunkach

Elektronika sterujgca konstrukcja modularna, potaczenie z komputerem PC
przy pomocy tgcza USB

Uktad regulacyjny mikroskopu analogowy ze sterowaniem cyfrowym

Pakiet oprogramowania oprogramowanie sterujgce zbieraniem danych, regulacjg
parametrow mikroskopu oraz biezgcym wyswietlaniem wynikow;
wspotpraca z zewnetrznym oprogramowaniem
graficznym do prezentacji wynikow i analizy danych

Mozliwosci rozbudowy opcje: MFM, EFM, LFM, CITS, SRM, SCM, KPM, mod
kontaktu przerywanego, analiza harmonicznych,
cyfrowa petla sprzezenia zwrotnego, programowa
| sprzetowa korekcja wychylen piezoskanera




Mikroskop AFM

Obrazy probek wykonane prezentowanym mikroskopem

0,38 pum

-0,04 um

Topografia krzemowej prébki testowej (prod. NT-MDT)

Topografia probki weglika krzemu
po bombardowaniu jonowym

Topografia krzemowej prébki testowej (prod. NT-MDT)




